
  1

Hojas de datos
Ciclos acceso a Memorias

● Hojas de datos de circuitos integrados
– Maximum ratings, Operation conditions, DC 

characteristics.
– AC characteristics: 

● Requerimientos (p. ej. tiempos de setup y hold)
● Switching characteristics (p. ej. Retardos)

● Requerimientos y retardos en memorias
– Cicos lectura y escritura
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Hojas de datos

● Absolute Maximum Ratings
– Niveles (tensión, corriente, temp.) que si se exceden dañan el chip.
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Hojas de datos

● Recommended Operating Conditions
– Condiciones dentro de las cuales el fabricante garantiza que el 

dispositivo funciona de acuerdo a lo especificado.
– Deben ser respetadas por el ambiente y el circuito externo.
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Hojas de datos

● Electrical Characteristics o DC Characteristics
– Niveles dentro de los que se mantienen las 

tensiones y corrientes del chip si se respetan las 
condiciones de operación recomendadas.
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Hojas de datos

● AC Characteristics
– Todo lo que tiene que ver con temporización, 

clasificado en dos categorías
– Timing Requirements

● Condiciones que deben ser respetadas por el circuito 
externo para que el chip funcione como se espera

● P. ej. tiempo de setup en una entrada.

– Switching Characteristics
● Qué tan rápido responden las salidas del chip a cambios en 

las entradas.
● Suponiendo que se respetan los requerimientos de tiempo y 

las condiciones de operación recomendadas.
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● ABSTRACT: Texas Instruments (TI) standard-logic products data sheets 
include descriptions of functionality and electrical specifications for the 
devices. Each specification includes acronyms, numerical limits, and test 
conditions that may be foreign to the user. The proper understanding 
and interpretation of the direct, and sometimes implied, meanings of 
these specifications is essential to correct product selection and 
associated circuit design. This application report explains each data-
sheet parameter in detail, how it affects the device, and, more important, 
how it impacts the application. This will enable component and system-
design engineers to derive the maximum benefit from TI logic devices.

● http://www.ti.com/lit/an/szza036b/szza036b.pdf
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Requerimientos y retardos en 
Memorias

● Ciclo lectura
– Address, /CS, /OE  →  Dout: valor seleccionado

● Ciclo escritura
– Address, Din, /CS, /WE → memoriza Din
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